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Malzeme karakterizasyonu, spektroskopi, kalite ve validasyon, teknik raporlama; ¢ok cihazli laboratuvarlarda uygulamal
deneyim, ISO/IEC 17025 dokiimantasyonu ve 6l¢lim belirsizligi modelleme yetkinligi.
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Egitim

e  Fizik Doktorasl, Gebze Teknik Universitesi, 2005-2011 — GNO: 3,79/4,00.

e  Tez: A3B3C62 ferroelektrik yari iletkeninin dielektrik spektroskopi ile incelenmesi. Danisman: Prof. Dr. Rauf Siileymanli.
TUBITAK proje destegi, 2006-2009.

e  Fizik Yiiksek Lisansi, Gebze Teknik Universitesi, 2003-2005 — GNO: 2,71/4,00.

e  Tez: Katmanh TIInS2 kristalinin dielektrik spektroskopisi. Danigsman: Prof. Dr. Ferid Salehli.

o  Fizik Egitimi Tezsiz Yiiksek Lisansi, Marmara Universitesi Atatiirk Egitim Fakiiltesi, 2001-2003.

e  Fizik Lisansi, Istanbul Universitesi, 1995-1998 — GNO: 64/100. Notron aktivasyon enerjisi iizerine deneysel ¢calisma.

ileri Laboratuvar Altyapisi ve Akreditasyon Gelistirme

OPTOMED Kalibrasyon ve Metroloji Egitim Merkezi | 2021-2023 | Ar-Ge Laboratuvar Uzmani

ISO/IEC 17025 ile tam uyumlu laboratuvar dokiimantasyon sistemi tasarlandi ve uygulandi.

Metot dogrulama/validasyon planlamasi, belirsizlik yayilimi ve ISO/IEC 17025 uyumlu raporlama disiplini gelistirildi.
Hacim, tork ve sicaklik kalibrasyonlari i¢in biitiin 6l¢tim belirsizligi hesaplama tablolar1 hazirlandi.

Laboratuvar prosediirleri ve akreditasyon dokiimantasyonu hazirlandi.

Deneysel validasyon ve performans dogrulama ¢alismalari yiritildi.

Excel tabanh otomatik belirsizlik yayilim modelleri gelistirildi.

Elektriksel kalibrasyon sisteminin gelistirme asamasina katki saglandu.

Metot, Validasyon ve Raporlama Yetkinlikleri

Metot gelistirme

Validasyon

Belirsizlik ve kalite kontrol
Standart ¢alisma prosediirleri (SOP)
ISO/IEC 17025 dokiimantasyonu
Excel tabanli raporlama sablonlar

Cihaz Deneyimi ve CORELAB Uyumu

Aktif Kullanim ve Giiglii Deneyim

FT-IR spektroskopisi

UV-Vis ve UV-Vis-IR spektrofotometri

Raman spektroskopisi

FE-SEM

XRD ve XRF

AFM

Elektriksel ve yari iletken karakterizasyonu: Keithley SCS-4200, Keithley 6517B, LCR ve Novocontrol dielektrik spektroskopi

Kavramsal ve is Akisi Diizeyinde Deneyim

e  AAS — Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi
e NMRis akis
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Egitime Hazir ve Hizli Uyum Saglanabilecek Sistemler
e UHPLC/HPLC

e LC-MS/MS
e GC-MS

e GPC

e HRMS

Ek Laboratuvar Cihazlari

e  Spektroflorometre

e  ITC — izotermal Titrasyon Kalorimetrisi

e Parcacik boyutu ve Zeta potansiyel analizorii
e NanoDrop

e  Viskozimetre ve refraktometre

e  Ultrasantrifiij

Profesyonel Cihaz Egitimleri

Arastirma ve liretim ortamlarinda cihazlarin aktif kullanimina iliskin 6 y1li agkin deneyim. Tam egitim listesi talep iizerine
sunulabilir.

e ileri XRD Egitimi — RIGAKU, Japonya, 15 giin, 2011.

e  Raman Spektroskopisi — Thermo Scientific DXR2, 2012.

e  FT-IR Spektroskopisi — Thermo Nicolet 6700, 2012.

e  Yiiksek Coziiniirlikli SEM — Tekser, JEOL JSM-7001F FE-SEM.

e  XRD — Tekser, RIGAKU SmartLab.

e  XRF — Tekser, RIGAKU ZSX Primus II.

ileri Enstriimantasyon ve Temiz Oda Liderligi

Alt1 y1li agkin aktif operasyon ve proses gelistirme deneyimi.

ince Film Biiylitme ve Mikro/Nano Fabrikasyon

Elektron 1s1n kaplama

Magnetron RF-DC piiskiirtme

Organik buharlastirma sistemleri

Plazma destekli kimyasal buhar biriktirme (PECVD)
Reaktif iyon asindirma (RIE)

Elektriksel ve Yari iletken Karakterizasyonu

o  Keithley SCS-4200 yar1 iletken parametre analizorii
e  Novocontrol dielektrik spektroskopi
e LCR metre ve Keithley 6517B elektrometre

Optik ve Spektroskopik Karakterizasyon

e  UV-Vis-IR gecirgenlik/yansima/fotoliiminesans
e  Stanford SR850 Lock-In ylikseltec sistemleri

Arastirma Uzmanhgi

Nanoteknoloji ve nanofabrikasyon.

Yariiletken fizigi ve dielektrik spektroskopi.

fleri spektroskopi ve karakterizasyon: malzemeler, ince filmler, spektroskopi ve elektriksel karakterizasyon.
Metot gelistirme, validasyon, enstriimantal analiz, raporlama ve ISO/IEC 17025 kalite uyumu.

Liderlik ve Arastirma Koordinasyonu

e  Organik Elektronik ve Fotovoltaik Arastirma Grubu liderligi.
e  Dortulusal arastirma projesinin koordinasyonu.

Yabanci Dil
e Ingilizce — YOKDIL Agustos 2021: 68,75; Kasim 2017: 72,5.

Yayin Gostergeleri

e Toplam dergi yayini: 11 — SCI/SCI-E, Web of Science dogrulamal.
e Toplam atif: 238 — Google Scholar.
e  h-indeksi: 7;i10-indeksi: 6 — Google Scholar.
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